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【序論】微細な表面構造の評価に用いられる走査型プローブ顕微鏡(SPM)では,高アスペク

ト比を有する探針が必要不可欠である.イオン照射法を行いて作製されるカーボンナノフ

ァイバー(CNF)探針は先端径が細く,高アスペクト比であり,耐久性にも優れることから,実

用探針として期待されている.	 

さらに作製時に種々の金属を含有させることが可能であることから，磁性金属を含有する

事により磁気力顕微鏡(MFM)用探針としても有望である[1],これまで CNF 探針の構造評価で

は,透過型電子顕微鏡(TEM)観察用の試料作製に困難を伴うことから,代替法としてグラフ

ァイト箔状に形成されたCNF,金属含有CNFの TEM観察を行ってきた[2].本研究では,探針で

の TEM 観察を試みたので報告する.	 

【実験手順及び結果】市販 Siカンチレバー (OMCL-AC240 ; Olympus)を試料として用い，

Coを同時供給しながら，イオン照射法によるCo含有CNF探針の形成を行った．さらにTEM
にて観察を行い,EDSによって金属含有量の評価を行った. 探針先端の TEM 像を図１に示す.
探針は非晶質炭素母体である.ＥＤＳ分析の結果,C:Co 比は 3:2 であった. 

 
Fig 1 TEM image of Co-CNF 
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